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SEMESTRE

TEORICA | PRATICA ESTAGIO
4 4 0 0 72

EMENTA

Metalografia, Microscopia Optica, Microscopia Eletronica de Varredura, Microscopia Eletrénica de Transmissdo
e Difratometria de raios-X.
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OBJETIVOS GERAIS

Apresentar conceitos basicos sobre técnicas aplicadas a caracterizacdo de materiais (especialmente metais).

METODOLOGIA

- Exposic¢do didatica com a participacdo dos alunos.
- Aulas Praticas.
- Videos.

- Debates, exercicios, analises de macrografias e micrografias de livros e trabalhos cientificos e préatica de
redacdo técnica.

CRITERIO DE AVALIACAO

A avaliacdo pode ser feita por: provas, listas de exercicios, relatérios, trabalhos em grupo e seminarios.

CHEFE DO DEPARTAMENTO

NOME ASSINATURA

PROFESSOR RESPONSAVEL PELA DISCIPLINA

NOME ASSINATURA

APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: / /

PROGRAMA
1. INTRODUCAO: Por que caracterizar? 3.4.3.Microscopia Eletronica de Transmisséo
3.4.3.1. Componentes e
2. METALOGRAFIA funcionamento do microscopio
2.1.Macrografia e Micrografia eletrdnico de transmisséo
2.2.Etapas de preparacdo metalogréafica 3.4.3.2. Principais informacGes
2.3. Metalografia qualitativa obtidas via microscopia eletrnica
2.4. Metalografia quantitativa de transmisséo
2.4.1.Determinacdo de fracdo volumétrica das 3.4.4.Microscopia Eletronica de Varredura
fases 3.44.1. Componentes e
2.4.2.Determinacéo de tamanho de gréo funcionamento do microscopio
eletronico de varredura
3. MICROSCOPIA 3.4.5.Principais informacdes obtidas via
3.1. Aumento, resolucéo e contraste microscopia eletrdnica de varredura
3.2.Microscopia  Optica  versus  Microscopia
Eletronica 4. DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X
3.3. Microscopia Optica 4.1.Producéo dos Raios-X
3.3.1.Interacdo luz-matéria 4.2.Interacdo entre raios-X e matéria; Lei de
3.3.2.Tipos de Microscopios Opticos Bragg
3.3.3.Componentes do Microscopio Optico 4.3.Componentes e  funcionamento  do
3.4.Microscopia Eletronica difratbmetro de raios-X
3.4.1.Fonte de elétrons 4.4.Principais  informacGes  obtidas  via
3.4.2.Interacéo elétrons-matéria difratometria de raios-X




